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Foreword 
IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national 
standards bodies (IS0 member bodies). The work of preparing International Standards is nor- 
mally carried out through IS0  technical committees. Each member body interested in a subject 
for which a technical committee has been established has the right to be represented on that 
committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with 
ISO, also take part in the work. 

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member 
bodies for approval before their acceptance as International Standards by the IS0  Council. They 
are approved in accordance with I S 0  procedures requiring at least 75 % approval by the member 
bodies voting. 

International Standard IS0 4287/2 was prepared by Technical Committee ISO/TC 57, Metrology 
and properties of surfaces. 

Avant-propos 
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes inter- 
nationales est confiée aux comités techniques de VISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations inter- 
nationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO, participent égale- 
ment aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comi- 
tés membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le 
Conseil de I'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de 
I'ISO qui requièrent i'approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 4287/2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 57, Métro- 
logie et propriétés des surfaces. 
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NORME INTERNATIONALE 
MEXAYHAPOAHblh CTAHAAPT 

IS0 4287/2-1984 (E/F/R) 
MCO 4287/2-1984 (A/@/P) 

Surface roughness - 
Terminology - 
Part 2 : Measurement 
of surface roughness 
parameters 

e 

1 Scope and field of 
application 

This part of IS0  4287 defines terms 
relating to measurement of surface 
roughness parameters and charac- 
teristics carried out in industry and 
scientific research. 

Terminology relating to measurement 
technique and specific instruments 
is given in IS0  1879, IS0  1880 and 
IS0 3274. 

2 References 
a 

IS0  1879, Instruments for the measure- 
ment of surface roughness by the pro- 
file method - Vocabulary. 

IS0  1880, Instruments for the measure- 
ment of surface roughness by the pro- 
file method - Contact (stylusl in- 
struments of progressive profile 
transformation - Pro file recording in- 
struments. 

IS0  3274, Instruments for the measure- 
ment of surface roughness by the pro- 
file method - Contact Istylusl in- 
struments of consecutive profile 
transformation - Contact profile 
meters, system M. 

Rugosité de surface - 
Terminologie - 
Partie 2 : Mesurage de 
paramètres de la 
rugosité de surface 

Objet et domaine 
d’application 

La présente partie de I‘ISO 4287 définit les 
termes relatifs au mesurage des paramètres 
et des caractéristiques de rugosité de sur- 
face appliqués dans l’industrie et en recher- 
che scientifique. 

La terminologie relative aux méthodes de 
mesurage et aux instruments spécifiques 
est donnée dans I’ISO 1879, I’ISO 1880 et 
I’lSO 3274. 

Références 

IS0  1879, Instruments de mesurage de la 
rugosité des surfaces par la méthode du 
profil - Vocabulaire. 

IS0  1880, Instruments de mesurage de la 
rugosité des surfaces par la méthode du 
profil - Instruments (à palpeuri avec con- 
tact à transformation progressive du profil 
- Enregistreurs de profil. 

IS0 3274, Instruments de mesurage de la 
rugosité des surfaces par la méthode du 
profil - Instruments à palpeur-aiguille, à 
transformation progressive du profil - 
Profilomètres à contact du système M. 

~ e p O X O B a T O C T  b 
nOBepXHOCTH - 
TePMHHOJIOrHR - 
Y a c n  2 : M s ~ e p e ~ ~ e  
napanmeTpos 
UlePOXOBaTOCTH 
i lOBepXHOCTH 

TepMMHOnOrMR, OTHOCRYaRCR K MeTOAaM 
M3MePeHMn M KOHKpeTHblM flpH60paM, 
npmeAeHa B MCO1879, MCO1880 M 
MCO 3274. 

CCblJlKH 

MCO 1879, Annapamypa dna u 3 ~ e p e ~ u ~  
ulepoxosamocmu nosepxnocmu npo- 
@UJlbHbIM MemodOM - CnO8apb. l )  

MCO 1880, Annapamypa dnn u 3 ~ e p e ~ u a  
ulepoxosamocmu nosepxHocmu npo- 

(Iqynosbie) npU6Opbl nocnedosamenbnozo 
npeo6pa3osa~u~ npo@una - Pezucmpu- 

@UnbHblM MemodOM - KOHmaKmHble 

pylolyüe npU6Opbl.l) 

MCO 3274, Annapamypa dna U ~ M ~ ~ ~ H L J R  
wepoxosamocmu noeepxtiocmu npo- 

(rqynosbre) npU6Opbl nocnedosarnenbHozo 
npeoôpa3osanu~ npo@una - KoHmaKm- 

@UnbHblM MelllOdOM - KOHmâKmHble 

Hble npO@UnOMempbl CUCmeMbl M. l )  

1) Ofly6flMKOüaH TOiibKO H a  âHrflM~CKOM H 
(l)paHqY3CKOM R3blKô.X. 
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IS0 4287/2-1984 (E/F/R) 
MCO 4287/2-1984 IA/(D/P 

Termes et définitions 3 Terms and definitions 

3.1 profile transformation: An ac- 
tion (operation) which results inten- 
tionally or unintentionally in the 
transformation of a profile at any stage 
of the process of measurement, e.g. 
traversing with a stylus, filtering, re- 
cording, etc. 

transformation du profil : Action (opéra- 
tion) consistant à transformer, volontaire- 
ment ou non, un profil à un stade quelcon- 
que du processus de mesurage, par exem- 
ple par exploration par des palpeurs, des fil- 
tres, des enregistreurs, etc. 

npeo6pa30sanne npo@nnR : AeAcTBMe 
(onepaym), cocToRuee B npegHaMepeH- 
HOM MllM HenpeAHâMepeHHOM npeo6pa~o- 
BâHHH npO@Mnfl Ha n1060A CTâRMM np0- 
yecca M ~ M ~ ~ ~ H M R ,  HanpnMep, npM ouynbi- 
BaHMM u(ynOM, @MflbTpOBaHMM, 3anMCM 
H T.A. 

3.2 transformed profile: A profile 
produced as a result of transformation. 

profil transformé: Profil obtenu par une 
transformation. 

npeO6pa30BaHHbiïl npO@HJlb : npO@Mnb, 
nonyqaeMbiA B pe3ynb~a~e npeo6pa~oea- 
HMR. 

3.3 intentional profile transforma- 
tion : A profile transformation which 
should be made in order that measure- 
ments be performed in accordance with 
the specified requirements (specified re- 
quirements for the given measure- 
ment). 

transformation volontaire du profil: 
Transformation qui doit être exécutée afin 
de réaliser un mesurage conformément aux 
prescriptions requises (prescriptions requi- 
ses pour un mesurage donné). 

npeClHaMepeHnoe npeo6pa30san~e npo- 
@nnn : npeo6pa30sa~~e npo@MnR, KOTO- 
Poe AOnXHO 6blTb npOBeAeH0 Anfl TOTO, 
qTO6bl BblnOnHMTb M3MePeHMR B COOTBBT- 
CTBMM C YCTaHOBfleHHblMM Tpe60BaHMRMM 
(yCTâHOBfleHHbie Tpe6OBaHMfl K AaHHOMY 
MJMepeHMo). Exemples : 

Examples : II Transformation du profil d'une surface 
en un signal électrique, en vue de permet- 
tre l'utilisation d'instruments de mesurage 
électroniques. 

2) Suppression des harmoniques de bas- 
ses fréquences dans le spectre du profil au 
moyen de filtration, pour séparer la partie à 
ondes courtes du profil pouvant être consi- 
dérée comme rugosité au cours de mesu- 
res. 

1) Transformation of the surface pro- 
file into an electric signal to make it 
possible to use electronic measuring in- 
stru ments; 

1) npeo6pa30~a~~e  npo@Mnfl nosepx- 
HOCTM B 3JleKTpM'4eCKMM CMrHan Anfl 
0 6 e c n e q e ~ ~ ~  BO3MOXHOCTM MCnOn b30- 
BâTb np!4 M3MepeHMRX 3neKTpOHHyI0 an- 
naPaTYPY. 

2) Suppression of low-frequency har- 
monics in the profile spectrum by 
means of filtering in order to segregate 
a short-wave part of the profile which 
can be treated as roughness while being 
measured. 

3.4 Unintentional profile trans- 
formation : A profile transformation 
arising due to the imperfection of the 
measuring instrument or its separate 
parts and usually seen as distortions of 
the information about the profile. 

transformation involontaire du profil : 
Transformation du profil se présentant à la 
suite d'une imperfection de l'instrument de 
mesurage ou de ses éléments, ce qui se 
manifeste par une erreur d'information du 
profil. 

nenpe~l~a~epen~oenpeo6pa30sa~nenpo- 
@nnri : n p e o 6 p a 3 o ~ a ~ ~ e  npo@nnFi, KOTO- 
Poe B03HMKaeT M3-3a HeCOBepWeHCTBâ M3- 
MepMTenbHOïl ailnâpaTypbi HflM OTpenb. 
Hbix ee qacTeA M 06blqHO npoRBnReTcR 

@vine. 
B BMAe HCKâXeHMa MH@OPMa4MM O np0- 

Example: Distortion of the information 
about the profile when traversing it with 
a stylus having a finite tip radius. 

Exemple: Erreur d'information du profil 
iorsqu'il est exploré par un palpeur à rayon 
de courbure de pointe déterminé. 

3.5 traced profile: The locus of the 
centre of the tip of the stylus when this 
traverses the real profile. 

profil palpé: Lieu géométrique des posi- 
tions du centre de la pointe du palpeur lors- 
que ce dernier explore le profil réel. 

NOTE - The centre of the spherical zone or 
the centre of the working edge of the tip of 
the stylus can be taken for the centre of the 
tip of the stylus. 

NOTE - Comme centre de la pointe du palpeur, 
on peut prendre le centre de la zone sphérique 
du palpeur ou le centre de la borne de travail de 
la pointe du palpeur. 

3.6 external datum profile: A 
transformed profile representing the 
locus of the centre of the tip of the 
stylus while traversing the real profile 
relative to an external datum. 

profil relevé avec référence indépen- 
dante : Profil transformé représentant le 
lieu géométrique du centre de la pointe du 
palpeur au cours de son exploration du pro- 
fil réel par rapport à la base extérieure por- 
tante. 
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3.7 skid-dependent datum profile: 
A transformed profile representing the 
locus of the centre of the tip of the 
stylus while traversing the real profile 
relative to a locus of the skid which is at 
a definite distance from the stylus, has a 
definite shape and moves along the 
same real surface being measured. 

3.8 traversed length : The complete 
length of the pick-up movement along 
the surface being measured. 

3.9 profile sampling interval, Ax: 
The distance between the adjacent 
discrete ordinates of the profile when 
measuring surface parameters by digital 
methods (see figure 1) .  

profil relevé avec patin: Profil trans- 
formé représentant le lieu géométrique du 
centre de la pointe du palpeur au cours de 
son exploration du profil réel par rapport au 
lieu géométrique du patin éloigné du pal- 
peur à une distance déterminée; il présente 
une forme définie et se déplace sur la 
même surface réelle mesurée. 

longueur de palpage: Longueur totale du 
déplacement du palpeur le long de la sur- 
face mesurée. 

pas de discrétisation du profil, Ax: Dis- 
tance entre les ordonnées successives dis- 
continues du profil au cours du mesurage 
des paramètres par les méthodes numéri- 
ques (voir figure 1). 

I S 0  4287/2-1984 (E/F/R) 
MCO 4287/2-1984 (A/@/P) 

npO@Hnb OT 3aBHCUMOh OllOpHOH 6a3bi : 
npeO6pa30BaHHbiU npoavinb, npeçlcrae- 
nRloqMM reoMeTpMrecKoe Memo UeHTpa 
Bepwwbi uyna npM OTMG~HHM HM peanb- 

qecKoro MecTa onopHoro ycTpoHcTea, KO- 
T O P O ~ O T C T O M T O T  UynaHaonpeAeneHHoe 
paccToRHMe; OH MMeeT onpeçleneHHyo 
@ o p ~ y  M nepeueqaewa no TOH me 1i13~e- 
pfleMoH peanbHoA noeepxHocm. 

HOrO npO@HllR OTHOCMTenbHO reOMeTpH- 

war ~ H C K ~ ~ T H ~ ~ ~ H H  npocpunn no QnnHe, 
Ax : PaccToflnMe Mexçly coceçlHmvi AM- 

MepeHviM napaMeTpoe nosepxHocrM UM@- 
CKpeTHblMM OpAMHaTaMM npO@HnR npM M3- 

POBblMM MeTOAaMM (CM. PMCYHOK 1). 

3.10 profile quantization step, Ay: 
The distance between adjacent 
readings when measuring the value of 
each profile ordinate by digital methods 
(see figure 1). 

NOTE - This distance is equal to the unit of 
the smallest readings of the digital measur- 
ing apparatus. The value of the profile or- 
dinate is rounded off to the whole number n 
of quantization steps when the digital 
measurement is performed. 

Yd = nAy 

with n = ent 0,5 + - ( 4 
where 

yd is the value of the profile ordinate 
obtained by digital measurement; 

Ay is the profile quantization step; 

n 
Traced profile 
Profil palpé 
Ou(ynâHHbifi npO@lIlb 

Figure 1 
PHCYHOK 1 

pas de quantification du profil, Ay:  Dis- 
tance entre les indications consécutives au 
cours du mesurage de la valeur de chaque 
ordonnée du profil par les méthodes numé- 
riques (voir figure 1). 

NOTE - Cette distance est égale à l'unité des 
indications minimales de l'instrument de mesu- 
rage discontinu. La valeur de l'ordonnée du pro- 
fil est arrondie au cours du mesurage discontinu 
jusqu'au nombre entier n des pas de quantifica- 
tion. 

Yd = nAy 

avec n = ent 0,5 + - ( 4 

X f 

où 

yd est la valeur de l'ordonnée du profil, 
obtenue par mesurage discontinu; 

Ay est le pas de quantification du profil; 
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IS0 4287/2-1984 (E/F/RI 
MCO 4287/2-1984 (A/@/P 

ent is the function (operator) for pick- 
ing out the whole part of the number; 

y is the true value of the profile or- 
dinate; 
n is the integral number of quantization 
steps. 

3.11 ideal operator: An algorithm 
intended to ensure the original, 
theoretically accurate (ideal) determina- 
tion of surface parameters or charac- 
teristics (see figure 2). 

3.12 optimum operator: The algo- 
rithm of an instrument, intended to en- 
sure the practical determination of sur- 
face parameters or characteristics with 
acceptable production cost (see 
figure 2). 

3.13 real operator: The practical 
realization of the optimum operator. 

NOTE - This operator differs from the op- 
timum operator (3.12) because of the manu- 
facturing error of the instrument or its long- 
term characteristic variation (see figure 2). 

3.14 method error, A M :  The dif- 
ference between the value of the sur- 
face parameter determined in accord- 
ance with the optimum operator and 
the true value of the same parameter 
(i.e. determined in accordance with an 
ideal operator) (see figure 2). 

3.15 method divergence, AMD: 
Differences arising from the use of dif- 
ferent optimum operators intended to 
give the same value of a given para- 
meter (see figure 2). 

3.16 instrument error, AA: The 
difference between the surface para- 
meter value determined by the real 
operator and the value of the same 
parameter determined by the optimum 
operator. 

3.17 total instrument (measuring 
device) error, AT: The difference be- 
tween the value of the surface para- 
meter determined by the real instrument 
(i.e. in accordance with the real 
operator) and the true value of the same 
parameter (determined in accordance 
with the ideal operator). It incorporates 
the method error and the instrument 
error (see figure 2). 

ent est la fonction (opérateur) de la sépara- 
tion de la partie entière du nombre; 

y est la valeur vraie de l'ordonnée du profil; 
n est le nombre entier des pas de quantifi- 
cation dans l'ordonnée donnée du profil. 

opérateur ideal : Algorithme assurant une 
détermination de référence théoriquement 
précise (idéale) des paramètres et des 
caractéristiques de la surface (voir 
figure 2). 

opérateur optimal : Algorithme d'un ins- 
trument, utilisé pour la détermination prati- 
que des paramètres ou des caractéristiques 
de la surface, au prix de revient convenable 
(voir figure 2). 

opérateur réel : Réalisation pratique de 
l'opérateur optimal. 

NOTE - Cet opérateur diffère de l'opérateur 
optimal (3.12), en raison de i'erreur de fabrica- 
tion de l'instrument ou de la variation de ses 
caractéristiques à long terme (voir figure 2). 

erreur due à la méthode, A M :  Différence 
entre la valeur du paramètre de surface 
déterminée conformément à l'opérateur 
optimal, et la valeur vraie du même para- 
mètre (c'est-à-dire déterminée conformé- 
ment à l'opérateur idéal) (voir figure 2). 

divergence entre méthodes, AMD: Dif- 
férences provenant de l'emploi de diffé- 
rents opérateurs optimaux devant normale- 
ment donner la même valeur pour un para- 
mètre donné (voir figure 2). 

erreur de l'instrument, AA : Différence 
entre la valeur du paramètre de surface 
déterminée par l'opérateur réel et la valeur 
du même paramètre déterminée par I'opé- 
rateur optimal. 

erreur totale d'instrument (dispositif de 
mesurage), AT: Différence entre la 
valeur du paramètre de surface déterminée 
par l'instrument réel (c'est-à-dire détermi- 
née conformement à l'opérateur réel) et la 
valeur vraie du même paramètre (c'est-à- 
dire déterminée conformément à I'opéra- 
teur idéal). Elle incorpore l'erreur due à la 
méthode et l'erreur de l'instrument (voir 
figure 2). 

HAeanbnbiA oneparop: AflrOPHTM, KOTO- 
pbiM npeAnonaraeT McxoRHoe, TeopeTMre- 
CKM Towoe (MAeanbHoe) onpeneneme na- 
PaMeTpOB MnM XapaKTepMCTMK nOBepXH0- 
CTM (CM. PMCYHOK 2). 

peanbHbiii oneparop: IlpaKTwiecKafl pe- 
anM3aUm onTuMan bHoro onepaTopa. 

nPMMEclAHME -  TOT onepaTop OTnwaeTcfl 
OT OnTMManbHoro oneparopa (3.12) ~3-3a no- 
rpewocw M ~ T O T O B ~ ~ H M R  np~toopa M n M  ~ 3 ~ e ~ e -  
HMR ero xapaKTepmTMK B TeqeHHe BpeMeHM 

, (CM. PMCYHOK 2). 

NieroAurecKan norpeuinocrb, AM : Pa3- 
HocTb Mexfiy 3 ~ a q e ~ ~ e ~  napaMeTpa no- 
BepXHOCTM, OnpefleneHHOrO B COOTBeT- 
CTBMM C OnTMMânbHblM OflepaTOpOM, M 
McTMHHbiM 3 ~ a q e ~ ~ e ~  3 ~ 0 r o  me naPaMe- 
Tpa (~ .e .  onpeAeneHtibiM B CooTBeTcTBMM 
C MAeaIlbHbiM OnepaTOpOM) (CM. P M C p  
HOK 2). 

MeroAurecKoe pacxomAenme, AM,: Pa3- 
JlM'-lMfl, BO3HMKâtOqMe B pe3)UlbTaTe npM- 
MeHeHMfl pa3HbiX OnTMManbHblX OIlepaTO- 
 OB ~ n r ~  nonyqetim oAHoro M Toro x e  3 ~ a -  
qeHMfl AaHHoro napaMeTpa (CM. pncy- 
HOK 2). 

norpeuinocrb npn6opa, AA : Pa3HOCTb 
MexAy 3 ~ a c l e ~ ~ e ~  napaMeTpa noeepxHo- 

POM, M 3 ~ a q e ~ ~ e ~  3 ~ 0 r o  x e  napahne-rpa, 
CTM, Onpe&eneHHblM PeanbHbiM OflepaTO- 

OnpeAeneHHbiM OflTMMânbHblM OnepaTO- 
POM. 

nonHan norpeuinocrb npn6opa (umep~.  
renbnoro ycrpoHcrea), AT:  P a s ~ o c ~ b  
Mexfiy 3 ~ a q e ~ ~ e ~  napaMeTpa noeepxHo- 
CTM, OnpeAeneHHbiM peanbHbiM n p ~ 6 o p o ~  
(T.e. OflpeAeiieHHbiM B COOTBeTCTBMM C pe- 
ânbHblM OnepaTOpOM), M MCTMHHblM 3Ha'le- 
HMeM 3 ~ 0 r o  me napaMeTpa (T.e. onpefie- 

onepaTopoM). OHa BKnwaeT MeToawre- 
neHHblM B COOTBeTCTBMM C MReâJibHbiM 

CKYK) nOrpeMHOCTb M flOrpeülHOCTb npM- 
6opa (CM. PMCYHOK 2). 
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napauerpbi nosepxnocru 

I ++ \+-----I 

Real surface 
Surface réelle 

PeanbHau nosepxnocTb 

Opérateur idéal 

MpeanbHbiü onepaTop 

Precisely (ideally) determined 
surface parameters 

Opérateur optimal Opérateur optimal 

OnTUMan bu bl h OnepaTOp OnTUManbHbiH OllepaTOp 

Surface parameter, ---1 determined 

I by optimum operator 

par l'opérateur optimal 
I I Paramètre de surface déterminé 
' I  - y u i e  parameter, determined I by optimum operator 

I Paramètre de surface déterminé 
par l'opérateur optimal 

OnTUManbHblM OneDaTOpOM 

I 
0ilTHManbHb)M OnePaTOPOM 

Opérateur réel Opérateur réel Opérateur réel 
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